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EXTRACTO DE LA DESCRIPCION

1 Se obtiene la standardizacidén de la ganancia de un
sistema de control de un sistéma de comprobacidn de radiacic
"\ nes penetrantes mediante la ingpeccidn periddica de un objeto
de referencia de la misma manera que las muestras de producto
5 para generar una seflal de estabilizacidn gue se compara con
una seflial de referencia. La diferencia, si existe, entre la
sefial de estabilizacidn y la sefial de referencia se integra,
y la sefial integrada se utiliza para corregir la ganancia del
sistema.

10 DESCRIPCION GENERAL DE LA INVENCION

La presente invencién se refiere, de manera general,
a:sistemas de inspeccidn utilizando radiaciones penetrantes y
més particularmente a un método nuevo y mejorado para standard£
; zar dichos sistemas y al apar;to'correspondiente.
15 : Los sistemas de inspeccidn que'empiean las radiacio
nes penetrantes para determinar ciertas propiedades tales cg

mo espesor, densidad o masa de una muestra de producto fabri

cado en gran serie son bien conocidos. De manera tipica, las

muestras de producto se tranéportan hasta un puesto de inspec
% : 20 cién, una por una, y se someten a la radiaci6én penetrante. Un

53detector estd dispuesto de tal -manera que reciba tipicamente

o LT

T . 1a radiacidn no absorbida o la radiacién difusa procedente de

ié_muestra. La naturaleza de la ;adiacién depende del tipo de

la medicidén efectuada. El detector proporciona una seiial re

A

e, 1 DA b o

25 presentativa de la radiécién recibida por el detector, con lo

cual la seifial puede ser tratada o interpretada segln el tipo

O T,

- ) de la medicidn realizada. La sefial de salida del sistema tiene
a veces una tendencia a cambiar, en razén de las variaciones

i de la fuente, asi como a la deriva del detector, fenbrenos

30 que se producen ambos generalmente como resultado de variacio
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nes de -temperatura y de tiempo. Otras causas de cambios de la
tensg6§ de salida se deben a los cambios de la ganancia de los
cir!ui%os de amplificacién de sefial y al efecto de las varia
cioﬁeside la tensién de alimentacidn con el tiempo, la tempe
ratura y la tensién de la red eléctrica. En ciertas aplica
ciones, estas variaciones de la.tensién de salida nveden ser
aprox&madamente del mismo orden de magnitud gue la sefial de
salida del sistema que corresponde a la propiedad ﬁeﬂida, lo
que conduce a un error sustancial. Para subéanar esta‘dificui
tad, los dispogitivos de la técpica anterior utilizan-técnicas
de standardizagidn, con lo qﬁal la tensidn de salida-del sistg
ma se establege de vez en cuando en valores standarq:°Estas
técnicas puedgn necesitar un tiempo relativamente importante
cuando la standardizacibn se realiza de manera iterafiva, des
conectando repetitivamente el sistema de su posicibén de compro
baciSn y ajusténdolo para cbtener la standardizacidn de la
fuente y del cero. Se conocen otros tipos de procedimientos de
standardizacibn. Véase, por ejemplo, la patente de los Estados

Unidos n® 3.729.632, concedida el 24 de Abril de 1973 a Cho y

Socios, en la cual se utiliza una red de linealizacibn para

Ytobtener la standardizacidn.
\v

Un objeto del presente invento consiste en propor
cionar un sistema y una técnica para standardizar répida y au
tom&ticamente la tensiép de salida de un sistema de inspeccidn
de este tipo.

Otro objeto del.presente invento consiste en propor
cionar un sistema y una técnica para standardizar perifdica
mente la sefial de salida de los sisteimas del tipo que emplean
rad;aciones penetrantes para inspeccionar muestras de produc

tos fabricados en gran serie sin interrumpir sustancialmente
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1 lé\operacién de inspeccibn.
1
| Otro objeto suplementario del presente invento con
. siste en proporcionar un aparato y una técnica mejorados para

|
standardizar la seflal de salida de sistemas de inspeccifn por

t
5 medicién de masa del tipo que utilizan radiaciones penetrantes.
Estos objetos, asi como otros objetos del presente
§ invento se consiguen inspeccionando peribdicamente un objeto
de referencia de la misma manera que las muestras de_producto
para generar una sefial de estabilizacidn que se compara con
10 una seflal de referencia. La diferencia, si existe, entre la

seflal de estabilizacidn y la sefial de referencia se integra

preferentemente, y la sefial integrada se emplea para controlar

1

la ganancia del sistema.
. ’ Otras caracteristicas y numerosas ventajas corres
15 pondientes del invento se describen o aparecen claramente en

la siguiente descripcidn detallada, que debe tomarse conjunta

mente con los dibujos adjuntos, en los cuales:

la figura 1 es una vista por encima de un modo de

‘realizacidn de un sistema de medicidn de la masa del producto

1 20 *que incluye un detector que proporciona una seifial de salida

vor Mo
.

: . ?faPalégica vy que incorpora los principios del presente invento;
la figura 2 es una vista en seccidn del aparato, to
mada a lo largo de la linea 2~2 de la figura'l, con una nues

; tra de producto situada para su inspeccidn;

25 la figura 3 es una vista por encima de un modo de

T

realizacidn de un sistema.de medicidn de masa de producto que
incluye un detector gque proporciona una senal de salida digital
"y que incorpora los pfincipios del presenfe invento;
la figura 4 es una vista en perspectiva parcial to

30 mada a lo largo de la linea 4-4 de la figura 2;
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la figura 5 es una vista en seccidn del aparato, to

'

mada/a‘lo largo de la linea 2-2 de la figura 1, con un objeto

i
-de referencia situado para su inspeccibn;
i

i
' ; la figura 6 es un diagrama en blogues de un sistema

completo del tipo de sefial analdgica que incorpora los princi
pios del presente invento; y .
i la figura 7 es un diagrama en bloques de un sistema
completo, que proporciona una sefal digital y que incorpora
los principios'del presente invento.

" En los dibujos, los mismos nGmeros de referencia se
utilizan para Andicar piezas idénticas.

Hacilendo referencia a los dibujos, el presente inven
to se describ! con referencia a un modc de realizaciéﬁ de un
aparato de inépeccién gue forma preferentemente parte de un
sistema para determinar si la masa del contenido de una mues
tra de productb, por ejemplo un cartucho de municién o una
cépsula de medicamento estd incluida dentro de limites prede
terminados. Sin embargo, es evidente gue el invento puede tam

bién utilizarse en otros sistemas de inspeccidn, tales como

los que se emplean para determinar el espesor o la densidad

Yede un material. : .

\
M&s especificamente, haciendo referencia a las figu

rés 1, 2 y 4, se ve que el aparato incluye una envoltura 12
para soportar una fuente 14 de radiacién'elebtromagnética, un

transformador de impulsos 16 energizado por la fuente de ali

" mentacidn 18 (representadé en forma de bloque en la figura 6)

para energizar la fuente 14, y un detector de radiacibén 20.
‘Ta envoltura 12 incluye una estructura de soporte 22 destinada
a soportar el transformador 16, una cémara 24 en la cual estd

montada la fuente 14, y un orificio 26 que esté situado de tal
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1 manera que un haz de radiacidn 28 emitido por la fuente 14
puéda salir a la cémara 24 y llegar al punto de inspeccidn 10.

! La fuente 14 es preferentemente uno de los varios

i
1

dis?ositivos de generacién de rayos X de baja energia o de ra
5" diaéién gammé de baja energfa, por ejemplo un tubo de rayos X

(segiin se ilustra, por ejemplo,'en la Enciclopedia McGraw-Hill

de Ciencias y Tecnologié,'Mchaw—Hill Book Company, Inc.,

(1960), Vol. 14, pp. 587-590) o un recipiente lleno de Anmericio

241, Gadolinio 143 ‘o Cobalto 57 En el modo de reallza01on gue
10 se representa en las figuras 1 y 2, la fuente 14 es un tubo

de rayos X que se activa selectivamente durante un tiempo pre

determlnado de modo que irradie una muestra de produc;o 8 en

el punto 10 con una cantidad de radiacidn predetermlnada Sin

embargo, como se describe més detalladamente en lo que sigue

.15 " con referencia a las figuras 3 y 7, la fuente 14 puede ser

también-del tipo que irradia continuamente el haz 28, despla
zéndose la muestra de préducto 8 en el trayecto del haz duran
te un periodo de tiempo predetermiﬁado. Como es bien conocido
en esta tdcnica, la cémara 24 puede llenarse con aceite con el
20 fin de,impedir un recalentamiento de la fuente 14. Una ventana
;3Qe espesor reducido 30, transparente al haz 28 e impermeable
'aE aceite, est8 situada encima del orificio 26 para impedir 1s
éé;ida del aceite. Un material adecuado para la ventana es el
nylon negro, aungue los expertos en la técnica podrén utili
25 zar otros materiales adécuados.
La parte frontal de la envoltura 12 estd provista
de un conjunto de deflector y colimador que incluye dos placas
opuestas 34, sujetas cada una de una ménera adecuada a lo lar

go de un borde de la envoltura 12, y que tienen una configura

30 cidn y una separacidén mutua en la otra extremidad para formar
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el orificio 36 en forma de ranura. Este Gltimo orificio estd

alineado con el orificié 26 y esté configurddo para dar al haz

28 una forma que se adapta susfancialmente a una forma de seC
, =

ciéﬁ ?&ansversal predeterminada e ilumina bien la totalidad,
o] bieﬁ una porcién predeterminada de la muestra de producto 8
situada en el punto 10. Prefereﬁtemente, el haz tiere una an
churaéen la regibén del punto 10 que no es notablemente.supe
rior a la anchura de la muestra de producto 8, como se ve en
la figura 1. Las placas 34 del conjunto de deflector son opa
cas a la radialién del haz 28. Por tanto, éualquier radiacifn
emitida a traves del orificio 26, hacia cualquier placa, esta
r8 blogueada por esta placa.
El detector 20 estd situado de tal modo que sea posi

ble medir la fadiacién dispersa por la muestra de producto 8
situada en el punto 10 o que pasa por este Gltimo, cuando la
muestra de producto estd irradiada por el haz 28. Preferente
mente, el detector 20 se sitdGa lo mis cerca posible de la en
voltura 12 y puede, aunque no necesariamente, estar sujeto en

la envoltura para constituir una estructura compacta. La posi

cibn angular particular del detector 20 con relacibén a la fuen

}fte 14 no es absolutamente critica para la medicidn de la masa

de la muestra de producto, ya que la dispersidén de la radia
;ién se produce en un 4ngulo amplio. Sin embargo, es convenien
te situar el detector de tal manera que reciba sustancialmen
te tan solo la radiaciéﬁ dispersa procedente de la muestra de
producto y no la radiacién que procede directamente de la fuen

te. E1 detector 20 es sensible a la radiacién dispersa por la

muestra de producto 8 en el punto 10 y, en el caso de rayos X

en forma de impulsos, transforma la radiacidn recibida en una

corriente eléctrica analdgica o sefial de tensidn. La magnitud
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dé esta sefial es una funcidén de la cantidad de radiacidn difu
salrecibida, la cual a su vez, es funciép de la masa del pro
duéto irradiado. p

\ Como se describe més detalladamente con referencia
a lés figuras 3 y 7, en el caso de ciertas fuentes de baja ac
tividad, el detector 20 transfofma la radiacidn recibida en
una serie de impulsos digitales, dependiendo la frecuencia de
repeticién de los impulsos de la cantidad de radiacidn recibi
da. Por consiguienﬁe, el detector 20 puede ser uno cualquiera
de los varios dispositivos, tales como detectores de iloniza
cién-o contadores de centelieo, segin la naturaleza de la ra
diagién emitida por la fuente 14. Preferentemente, el detector
20 ihcluye un tubo fotomultiplicador (que no se repreéenta par

i .
ticularmente) que funciona en el modo de corriente y que esté

situado detrds de un cristal de centelleo de ioduro de sodio

40 que estd montado en el tubo fotomultiplicador detrés de

una ventana 42. Esta filtima estd hecha de un material transpa
rente a la radiacidén difusa recibida a partir de la muestra

de producto 8 en el punto 10. Preferentemente, la ventana 42

ﬂest& hecha de nylon negro u otro material similar. Un conjunto

}%de colimador 44 que estd hecho de un material, tal como plomo

o tungsteno, que no excita ni amplifica la radiacidén difusa
réqibida a partir del punto 10, estd situado delante de la ven
tana 42 y su forma es tgl que deje pasar la radiacidn difusa
procedente de la muestré de producto 8 situada en el éunto 10
impidiendo igualmente que;cualquier radiacidn directa del haz

28 pueda pasar directamente a través del cristal de centelleo

-’40, Preferentemente, aunque. no necesariamente, el conjunto co

limador 44 estd configurado y tiene una forma tal que presente

un, dngulo de observacidén limitado de la muestra de producto 8



e,

10

15

20

25

30

en el punto 10 para dejar pasar la radiacidén difusa que proce
de solamente de una porcidn elegida de la muestra de producto
en el punto 10, como se entenderd en lo que sigue.

La figura 3 representa una modificacidn del modo de
realizacién del presente invento, que es sustancialmente idén
tico al modo de realizacidn que.se representa en las figuras
1y 2, salvo que en lugar del tubo de rayos X 14 se utiliza
una fuente de radiaciones gamma de baja actividad 14A. tal co
mo un tubo de Cobalto 57 o Americio. La fuente 14A estd situa
da en la envoltura 123, estando esta Gltima dotada de un orifi
cio de forma alargada 46 que funciona como colimador para defi -
nir la forma del haz 28A de la radiacidn gamma. En pste caso,
sé activa el detector 20 durante un perfodo de tiempo predeter
minado mientras una muestra de producto esté situada en el pun
to de inspeccién 10 o, en variante, puede utilizarse, un obtu
rador (no representado), para interceptar el haz 28A con el
objetode impedir que el haz pase a través del punto 10 de mane
ra permanente, y para someter cada producto a la radiacidn du

rante un periédo de tiempo predeterminado.

De acuerdo con una técnica de medicidn, el haz 28

s.de ambos modos de realizacidn irradia la muestra de producto

situada en el punto 10 de tal manera que la totalidad o una
éé;cién elegida de la masa del producto esté instantdneamente
expuesta al haz. El detector 20 recibe la radiacidn dispersa
por el producto cuando este dGltimo estd irradiado por el haz
28 vy genera una sefial eléctrica representativa de la cantidad
de radiacidn difusa gue se recibe. En el caso del modo de rea
lizacidn de las figuras 1 y 6, cuando se utiliza una fuente
de elevada actividad, esta sehal serd de naturaleza analdgica.

Cuando la fuente es de baja actividad, como la que se emplea



[ =

[ e

10

15

20

25

30

- 10 -

en el sistema que se representa en las figuras 3 y 7, la se
Hal tendrd la forma de una serie de impulsos digitales. Median
te un tratamiento y una valoraeidn adecuada de la sefial de sa
lida del detector 20 de cualgquier sistema, es posible calcular
ficilmente la masa del producto situado en el punto 10.

Cuélquiera de los varios sistemaé conocidos -por los
peritos en la materia puede utilizarse para transportar mues
tras 8 secuencialmenté hasta el punto 10 para realizar la me
dicidén de masa. Ademéds, puede prevérse cualguier dispoéitivo
para clasificar los productos de acuerdo chn la masa wedida.

A titulo de ejemplo, se representa_ennlas figuras
1y 2 un sistema de transporte que tiene la forma de un trans
pértador del tipo de carrusel 70 qﬁe‘es particularmente Gtil
para transportar muestras tales como cartuchog'de municidén 8
hasta el punto de inspeccibn 10 y para alejarloé a continug
cién de este punto después de efectuar 1a~me§iqi6n de masa. En
resumen, el transportador de carrusel 70 incluye un plato gira
torio que se representa esquem&ticamenté en 72, que gira al
ser arrastrado por un disposftivo tal como el motor 73, y que
estd dotado de un dispositivo para soportar los cartuchos a

.%ﬁna distancia circunferencial predeterminada los unos de los
otros, de tal manera que mientras el plato giratorio gira, so
1;mente un cartucho esté sometido al haz 28 en cada momento.
El dispositivo para soportar los cartuchos puede incluir una
pluralidad de ranuras seﬁicilindricasr73 formadas alrededor de
la periferia del piato giiatorio 72 y una correa de retencidn
elastica y flexible (no repfesentada) que sirve para mantener
cada cartucho en una ranura de manera sustancialmente rigida.
Con esta disposicidn, los cartuchos pueden situarse individual

mente, a mano, en cada una de las ranuras 74 en el punto de
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carga 76; que estd alejado del haz 28, y a continuacidn pueden
retirarse en el punto de clasificacién 78, que estd también
alejado del haz 28, después de'realizar la inspeccién del car
tucho.

En variante, el dispositivo que sirve para soportar
cada cartucho en el plato giratorio puede incluir un disposi
tivo Qe vacio que mantiene los productos en la periferia del
plato giratorio 72. Haciendo referencia més particular a las
figuras 1, 2 y 4, cada ranura 74 estd dotada de un soporte de
recepcién de cartucho 80 provisto de una pluralidad de peque
flos agujeros 82 a travds de los cuales el aire puede ser aspi
rado en el tubo 84. Cada cartucho 8 puede estar mantéﬁidd por
un édporte correspondiente aplicando vacio a través del tubo
84. Cada tubo 84 esti provisto de una vélvula de alivio de pre
sidén 86 que estd normalmente en posicibn cerrada. Cada védlvula
86 estd adecuadamente conectada con una palanca 88 que se ex
tiende preferentemente en una direccibn vertical hacia abajo
a partir del plato giratorio cuando la vdlvula 86 estd en la
posicidn cerrada y que puede ‘girar con la vélvula 86 alrededor

del pasador de pivotamiento 90 para abrir la vdlvula. Cada tu

+wbo 86 estdi adecuadamente conectado con la fuente de vacico (no
¥

representada) que aplica un vacfo suficiente a cada uno de los
ébportes 80 para que este Gltimo pueda soportar un cartucho
sin que importe si los demds soportes estén soportando cartw
chos similares mientrasxla vdlvula 86 asociada con el soporte
particular estd cerrada. Cuando la vélvula asociada est& abier
ta el aire es aspirado por la linea 84 a través de un orificio
de evacuacidén 91 formado en la védlvula, que impide la aplica
cién del vacfo a los agujeros 82 del soporte correspondiente

y que da lugar a la liberacibén del cartucho. Se observard que
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cada soporte 80, cada tubd 84( cada valvula 86, cada pélanca
88, asi como el platd giratorio 72 propiamente dicho, estédn
todos situados adecuadamente de tal manera que estén fuera del
haz 28 y no-expuestos a éste, con lo cual ningunarcantidad
apreciable de radiacién difusa procedente de ellos podra ser
detectada por el detector 20. |

Se conocen otros tipos de platos girétorios que in
cluyen dispositivos de vacio para mantener los productos en
su periferia. Véase por ejemplo las patentes de los Estados
Unidos niimeros 3366236, 3709598 y 3838766. Otfos medios de
transporte son bien conocidos en la técnica. Por ejemplo, cada
carpucho puede ser transportado por un transportador de esla
bénes de cadena. Este filtimo tipo de dispositivo es preferible
con el modo de realizacidn utilizando fayqs X de las figuras
1 y 2. Cuando se hace funcionar el sistemé'con esta eievada
velocidad de inspeccibn, el transportado;_puede ser accionado
para que se desplace a velocidad constante, haciendo que los
cartuchos pasen uno por uno por el punto de inspeccidn 10 a
intervalos ‘de tiempo predeteéminados. Sin embargo, en varian
te, cuando se necesitan tiempos de inspeccidn mis lentos como .

?&los que se necesitan con las fuentes de baja actividad utili

zadas en el modo de realizacién de la figura 3, el dispositivo
dé.transporte debe ser accionado de modo que desplace los car
tuchos individuales de qanera intermitente, situando un nuevo
cartucho en su posicién‘en el punto 10 cada vez que se accio
na el transportador.En esﬁe Gltimo caso, el motor 73 es prefe
rentemente un motor de avance paso a paso, de un tipo bien co
nocido en la-técnica.

Los cartuchos pueden conectarse automdticamente al

plato giratorio en el punto de carga 76. Por ejemplo, los car

e
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tuchos .pueden ser conducidos por un mecanismo de alimentacidn
adecGado 90 (que se representa esquemdticamente en la fiéura
1) en él punto 76 que puede sey un almacén provisto de un mue
1le'que orienta los cartuchos cargados contra el borde del
plato giratorio. Mientras el plato giratorio estd girando, ca
da ranura 74 entra en contacto éon un cartucho y se aplica va
cio aitravés del soporte 80 para mantener el cartucho particu
lar en el plato giratorio hasta que el cartucho hayarsido ins
peccionado.

" Un sistema de deteccidn (v8ase figura 1) se utiliza
para determinar cuando un cartucho estéd situado en el ‘punto
10. Este sistema incluye una fuente luminosa 92 y un;éetector
de luz 94 dispuestos en lados opuestos del trayecto qﬁe re
corren los cartuchos 8 a través del punto de inspeccién 10.
El detector funciona de una manera bien conooida por los ex
pertos en la materia; la fuente luminosa 92 dirige un naz de
luz 96 hacia el detector de luz 94. Cuando un cartucho se des
plaza hasta su posicién en él punto 10, interrumpe el haz 96
y, por tanto, el detector de ‘luz %4 aplica una sefial a un cir

cuito de control, por ejemplo la unidad 100A de la figura 6,

J¢la cual, a su vez, dispara el funcionamiento de la fuente 14.

\\
Los cartuchos que pasan por el punto 10 y que han

sido sometidos a la operacibén de medicibén pueden,a continua
cidn, ser recogidos en tres grupos separados de la siguiente
manera: :

| (1) muestras de'producto cuya masa estd incluida
dentro de una gama predeterminada; (2) muestras cuya masa es
‘inferior a la gama predeterminada; y (3) muestras cuya masa
es superior a la gama predeterminada.

Cuando se colocan manualmente las muestras indivi
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duales en el sistema de transporte, la clasificacidn puede
tambiéq realizarse a mano, Sin embargo, se observard que el
sistémé de clasificacién puede fambién ser automdtico. Por
ejem;ié, haciendo referencia a la figura 1, se ve que se ha
previs£o un dispositivo automdtico de clasificacidn que tiene
la forma de dos solenoides de reéhazo 102A y 102B y el véstago
de acépfacién 103. Cada solenoide estd situado debajo del pla
to giratorio .72 y puede ser energizado selectivamente de modo
que su vastago mdévil o armadura se extienda en el trayecto de
las palancas i hividuales 88 cuando estas filtimas giran con el
plato giratori :72. El vés£ago 103 estf sujeto y éispuesto de
modo que inter¢epte las palancas individuales 88 despﬁés de
que'han pasadolpor los solenoides. Las palancas pivotan cuando
entran en contéctp,don cgalquiera de los véistagos 102 de un so
lenoide energizado o.cpn el Vésfago fijo 104, haciendo que la
v&lvula correspondiente 86 se abra, liberando asi el cartucho,
Se han prevista dos coﬁductos separédos 104A y 104B para reci
bir los cartuchos liberaaos.por la energizacidén de los solenoi
des correspondientes 102A y 102B y un tercer conducto 104C re
cibe los cartuchos liberados por el vdstago 103 cuando ninguno
rde los solenocides ha sido energizado. Los tres conductos condu
cen respectivamente a tres depbsitos que corresponden a los
t;és grupos de clasificacidn.

- El sistema de inspeccidn descrito es itil para deter
minar la masa de cada muéstra de producto 8 transportado hasta
su ﬁosicién en el punto de inspeccidn 10 siempre y cuando la
salida del detector 20 corresponda con precisidn a la masa de
la muestra expuesta. Sin embargo, por la misma masa, la salida

del detector puede variar en razdn de diversos variables que

incluyen (1) variacidn de la cantidad de radiacidn proporciona
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da por la fuente 14 debida a variaciones de tiempo y tempera
tura% $2) deriva del detector Producida por la no uniformidad
de las!caracteristicas de entfgda-salida del detector 20 en
razdén ﬁe variaciones de tiempo y temperatura; (3) cambios de
la ganancig de los circuitos de amplificacidn de sefial; y (4)
variaciones en la potencia suministrada a la fuente de radia
cibn ?4 y al detector 20 en razdn de variaciones de tigmpo,
temperatura y tensidn de alimentacifbn de la réd.

Haciendo referencia a la figura 1 y més particular
mente a la figira 5, se ve que de acuerdo con el presente in
vento, se inspecciona periddicamente un objeto de referencia
110 de la misma manera que cada muestra de prodﬁcto 8. Ya que
el éistema de?crito estd disefiado para medir la masa de cada
muestra 8, el objeto 110 se disefia de tal manera qué la parte
del objeto expuesta al haz 28 y que proporciona la radiacidn
dispersa al detector 20 tenga una masa predeterminada. Como
se representa, el objeto 110 estd sujeto, de cualquier manera
conocida, en el piato giratério 72 del transportador 70 en

una de las .ranuras 74 entre dos muestras de producto 8. El ob

jeto puede estar mantenido, por ejemplo, con vacio en uno de

}glos soportes 80, y en este caso se desactiva la védlvula de

alivio 86, bien omitiendo la v&lvula o bien omitiendo la par
éé_de la palanca 86 que se extiende en el trayecto de los vés
tagos de los solenoides energizados o del véstago 103. El obje
to puede ser una de las muestras de producto 8 elegida, que
tiene una masa conocida, o puede ser un objeto de tipo dife
rente hecho de material diferente. Por ejemplo, cuando se ins
peccionan cartuchos de municidén con una fuente de rayos X o
rayos gamma de baja energla, el objeto 110 se hace con un ma

terial de baja densidad, por ejemplo aluminio o plastico, tal



1 como uno de los polimeros de éster de metacrilato fabricados
bajo[la marca comercial Lucite.
. I Como se representa ern las figuras 2 y 5, un sistema
detéctéf de objeto de referencia estd previsto para determinar
5 cuahdo un objeto de referencia 110 estd situado en el punto 10,

distinguiéndolo de una muestra de producto 8. Este sistema in

cluye;una fuente de luz de objeto de referencia 112 y un detec

i
1
3]
i
'
'
i
i

tor de luz de objeto de referencia 114 dispuestos en lados
opuestos del trFyecto recorrido por el objeto de referencia

- i0 110 a través del pun£o de inspeccidn 10. La fuente 112 y el
detector 114 funcionan de la misma manera que la fuente lumino
sa 92 y el detector 94, y la fuente 112 dirige un hazlluming
so 116 hacia el detector 114. Sin embargo, el haz 116 estd si
tuado en un plano a través dei cgal no pasan las muestras de

15 producto 8, de tal manera'que.las muestras no puedan interrum

pir el haz 116 al pasar por el punto de inspeccién 10. Por tan

1 ’ to, se ha previsto un dispositivo para interrumpir el haz 116

{ solamente cuando el objeto 110 estd situado en el punto 10.

- - Este dispositivo puede ser, pbr ejemplo, una parte del mismo

i

20 objeto 110 que pasa a través del plano por el cual pasa el haz

r—XZme.
[

g@lG {como se representa en la figura 5), o en variante, puede
'\ .

. ' ser un objeto situado en el plato giratorio 72, por ejemplo

uﬁaaclavija gue sobresale, o elemento parecido. En cualquier
caso; cuando el objeto 110 se desplaza hasta su posicidn en

25 el punto 10, el haz 116 és interrumpido y, por tanto, el de

T SRR

tecﬁor 114 proporciona una sefial al circuito de control 100
(véanse figuras 6 y 7) para indicar al circuito la presencia
E ) - del objeto de referencia 110. El.objeto 110 interrumpe también
§ el haz 116 y, por tanto, el detectér de luz 94 proporciona una

' 30 senal al circuito de control 100, el cual,.a su vez, provoca

Gadrs o v =
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el funcionamiento de la fuente 14.

La exposicidn del objeto de referencia 110 y la de
teccidn de la radiacién difusa, procedente del objeto por el
detector 20 se producen de la misma manera que en el caso de
cada muestra 8, cuando esti situado en el punto 10. La sefial
desalida proporcionada por el détector 20, llamada 2 continua
cidén sefal de estabilizacifn, es representativa de la masa de
la parte del objeto 110 expuesta a la radiacidn. Contrariamen
te a’'las seflales proporcionadas por la exposicidén de cada una
de las muestras 8, la sefial de estabilizacibn se compara con
una senal de referencia que tiene un valor predeterﬁinado.
Cuando la ganancia del sistema permanece constante, la sehal
dé estabilizacién permanece también sustancialmente ccnstante
con relacidn a esta sefial de referencia. Sin embargo} cuando
la ganancia del sistema varfa, la comparaciéﬁ de las sefales
de estabilizaqién y de referencia puede utilizarse para con
trolar la ganancia del sistema. Este control de ganancia del
sistema se mantiene constante entre dos mediciones de establ
lizacidn sucesivas, utilizando técnicas de integracidn.

El entendimiento de los circuitos de control 100A

gy{figura 6) vy 100B (figura 7) y de su funcionamiento permitird

asimilar lo gque antecede.

Haciendo referencia a la figura 6, se representa en

ella un circuito de control 100A fitil con un detector que pro

porciona una sehal analégica. El sistema incluye un dispositi
vo para medir la masa de cada muestra de producto 8 y, a con
tinuacidén, clasifica cada muestra de acuerdo con su masa medi
da, y un dispositivo 106A para estabilizar la ganancia del
sistema. De manera particular, 1é fuente de energia 18 esté

conectada con el transformador de impulsos 16, el detector de
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1 radiacién 20 y las fuentes luminosas 92 y 112. El detector de
luz §4, acoplado con la fuente luminosa 92 por el haz 96, pro
por io%a una tensidén de salida,ue se aplica a un circuito dis

i parado% 146, La salida del cirquito disparador 146 se aplica

5 al transformador de impulsos 16, el cual, a su vez, esté conec
tado con la fuente de radiacién{l4. Los circuitos disparadores
son bien conocidos pbr los peritos en la materia. El circuito
disparador 146 funciona de tal manera que cuando se interrumpe
el haz luminoos 96 y el detector 94 proporciona una salida al

- 10 circuito disparador, este iltimo aplica un impulso de salida

al transformadpr 16. Esto da lugar aruna breve energizacidn
de la fuente 14 y, por tanto, se.genera un haz 28 duiante un
breve tiempo e, por ejemplo, 5 milisegundos, a partir del
tubo de rayos X El detector éO detecta la radiacidn dispersa
15 por la muestra de producto situada en el punto 10. El detector
20 funciona preferentemente en el modo de corriente y, por tan
to, proporciona una salidarde corriente analdgica que contiene
energia, cuya mangitud es indicativa de la masé de la muestra
de producto situada en el puﬁto 10. De una manera bien conoci
20 da en la técnica, esta sefial de salida de corriente se integra
- 3$por medio de un integrador 148 para obtener una sefial cuya mag
nltud representa la cantidad de energfa de radiacidn recibida
por el detector 20 y, por tanto, una medicibn de la masa de
la muestra de producto en el punto 10. Los integradores son '
25 bien conocidos en la téénica y, por tanto, no se describirén
detélladamente. Por ejempio, el integrador puede incluir un
circuito RC en el cual la cantidad de energia contenida en la
‘sefial de salida procedenteJdel detector 20 se lamacena en un

condensador, y se mide esta cantidad de energia bajo la forma

30 de una tensidn. La sefial de salida del integrador 148 se apli



\
|
1 ca a la entrada del amplificador 150, el cual, a su vez, apli

\

ca\una sefial a través del circuito interruptor 152, a los pri

" mero y segundo comparadores 154 y 160, respectivamente. El

|

cir%uito interruptor 152 estd normalmente cerrado, es decir
5 'que;la sglida del amplificador 150 se aplica a la entrada de
los primero y segundo comparadores, salvo cuando se estd efec
tuando la medicién de la masa del objeto de referencia. En eg
te filtimo caso, una sefial es recibida a partir de la puerta
AND 172 del dispositivo estabilizador 106A (que se describe
10 més detalladamente en lo que sigue) abriendo el interruptor 152
de tél manera que la salida del amplificador 150 deje ‘de apli
carse a cualquier comparador. Cuando el circuito interruptor
152£ésté cerrado; la sefal amplificada procedente del'amplifi-
cadgr 150 se compara con una sefial de referencia més baja pro
15 porcionada por una fuente de referencia mds baja 156. La sg
fial de referencia mis baja es representativa del limite infe
rior de la.gama de masas aceptables mis la masa de cualquier
estructura ambiental sometida al efecto del haz 28 asi como
la masa media de cada recipiente, en su caso, en el cual estd
20 \Fontenida la masa del producto que se mide, es decir la masa
}iqel recipiente vacfo. Esta seflal de referencia inferior se ge
.. nera de manera adécuada, por ejemplo reduciendo una tensidn
éhqna corriente adecuada procedente de una red divisora varia
ble de tensidn o corriente, que se ajusta para que sea igual
25 al nivel de la salida del integrador 148 que resulta de la
irradiacibén de un recipiehte de producto vacio en el punto 10
con el haz 28,
Si la magnitud de la sefial facilitada por el inte

grador 148 y el amplificador 150 es inferior a la de la sefial

30 de referencia mds baja, la salida del primer comparador 154
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es una sefal de rechazo. La seflal de rechazo puede ser indica

da al operario bajo la frma de una indicacidén luminosa indi

vidual (no representada) o por medio de un relé de tiempo re

tardado 158 que energiza el solenoide 102A para liberar la

muestra de producto del carrusel cuando la muestra de produc

to es adyacente al conducto 104A que conduce al depésito que

recibe aquellos cartuchos que presentan-una cantidad insuficien

te de pdlvora. Sin embargo, si la sefial proéorcionaéa por el
amplificador 150 es igual o superior a la senal de referencia
inferior ajustada por la fuente de_ieferencia inferior 156,
el comparador 154 no proporcionard una sefal derrechaZQ y el
solgnoide 102A no seré energizado. | |

. La salida del amplificador 150 se aplica taubién al
segundo comparador 160 en el éual la salida del amplificador
se compara con una seﬁal de referencia superiof procédente de
una fuente de sefial de referencia superior 162. La seiial de
referencia superior proporcionada por la fuente 162 es repre
sentativa de la cantidad mixima de masa de material aceptable
contenida en cualgquier muestfa de producto gque incluye la masa

media de cualquier estructura ambiental y el recipiente (en

ﬁéu caso). Si la magnitud de la sefial de entrada de aceptacibn

que se aplica al segundo comparador 160 es superior a la senal
dé‘xeferencia méas aita, el comparador 160 aplica una senal de
sali&a de rechazo a un ;ndicador visual adecuado (no represen
tado) que estd a la viséé del operario, o al relé retardado

164 el cual energiza a su.vez el solenoidé 102B para liberar

una muestra cuando se sitfia en un punto adyacente al conducto
104B que conduce al depdsito que recibe aquéllas muestras que
presentan un exceso de materiai. Sin embargo, si la sefial pro

porcionada por el amplificador'lSO es igual o inferior a la
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sefial de referencia mds alta ajustada por la fuente de refer
rencia mis alta 162, el comparédor 160 no proporcionard una
senal de rechazo y el solenoidq 102B no serd energizado.

Por otra parte, si la entrada de sefial amplificada
del segundo comparador 160 es inferior a la sefial de referen
cia més alta facilitada por la fuente 162, esto puedé~§er in
dicado al operario como muestra aceptable por un indicador
adecuado (no representado) accionado por una sefial producida
por -~ la salida de los dos comparadores. Preferentemente, de la
manera ilustrada, si la sehal es superior o igual a la "sefial
de referencia mds baja establecida por la fuente 156 e{infg
rior o “igual a la sefial de referencia méds alta estaplecida
por‘la fuente 162, no se energiza el solenoide 102A ni-?l S0
lenoide 102B, y el eje 103 entra en contacto con la palanca
88 v la hace pivotar, cuandc gira delante de los solenoides
lOéA y 102B, l;berando asi la muestra adyacente al conducto
104C que conduce al depbsito que recibe las muestras acepta
bles. Se observari que cuando se ha previsto un sistema de
clasificacidn automdtica y varias muestras estén situadas en
tre la muestra que se estf& inspeccionando en este momento y

ﬁ;a muestra que ha de ser clasificada, pueden utilizarse medios
adecuados distintos de los dispositivos de retardo 158 y 162,
Psr‘ejemplo, un dispositivo de memoria eléctrica, tal como un
registro de memoria puede ser utilizado para almacenar la cla
sificacién de una muestfa particular hasta que esté preparada
para ser clasificada. El nfimero de sefiales almacenadas en un
registro de desplazémiento de este tipoAseré igual al n@mero
de muestras situadas entre la muestra que se estd inspeccio
nando en cada momento y la muestra‘que ha de ser clasificada.

Estas sefales se almacenan y se desplazan una por una de tal
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manera que la’ muestra situada en el punto de clasificacidn 78
pueda ser clasificada de manera adecuada. En variante, puede

preverse un dispositivo mecénico, tal como un mecanismo de

- levas adaptado para seguir cada muestra y liberar la muestra

en el conducto adecuado.

Se describiré ahora el.dispositivoleGA péra'estabi
lizar la ganancia del sistema. La salida del circuito dispara
dor 146 est8 conectada con la entrada de la puerta OR 170 y
con una entrada de un multivibrador monoestable 168, mientras
que la salida de este Gltimo estd conectada con una ‘segunda
entrada de la puerta OR 170. Los multivibradores mohcééfables
son bien conocidos en la técnica y géneralmente proporcionan
un impulso de una duracidn predeterminada cuando se les apli
ca un impulso en su entrada. ﬁn estas condiciones, un circui
to monoestable 168 proporciona un impulso positivo de una du
racién predeterminada cuando se le aplica un impulso proceden
te de un circuito disparador 146. Las puertas OR son igualmen
te bien conocidaé en la técnica y sumiﬁistran generalmente
una sefial l6gica de nivel alto en su salida cuando cualquiera

o la totalidad de sus entradas presentan un nivel alto, y una

das presentan un nivel 1l8gico bajo. La salida de la puerta

OR 170 est4 conectada con un segundo circuito de conmutacién

_176,-estando este iltimo conectado entre la salida del inte

gfador 148 y la masa paré vaciar el integrador 145 después de
que cada muestra de produéto 8 ha sido inspeccionada en el

punto 10 y antes de cbmprobar la siguiente muestra. El circui
to de conmutacidn 176 estd generalmente cerrado (es decir que

conecta la salida del integrador 148 con la masa) cuando la

" entrada del circuito de conmutacidn a partir de la puerta OR
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170 tiene un nivel bajo y estéd abierto (de tal manera que la
sali aldel integrador 148 sea aplicada a la entrada del ampli
fic%doi 150) cuando la salida de la puerta OR 170 tiene un ni
vel 'alto.

La salida del multivibrador monoestable 168 estd co
nectada ademis con una entrada de una puerta AND 172.kla cual,
a su éez, tiene su salida conectada con un tercer E;rcuito de
conmutacidn 178), y con la entrada de reposicidn del'fiip—flop
RS 174 (teniendo este @iltimo su salida conectada con una se
gunda entrada Je la puerta AND 172). La entrada delactivacién
del flip~flop 174 estd conectada para recibir la sefial de sali
da procedente fel detector de luz del objeto de referenzia
114, estando este iltimo conectado con la fuente de luélll2
por el haz 116. La salida del flip-flop 174 toma un nivel al
to cuando el comienzo (transicién hacia valores positivos) de
la sefial de salida del detector de objeto de referencia es re
cibida en la entrada de activacidn del flip-flop y permanece
con un nivel alto hasta que la extremidad (transicifn hacia
valores negativos) de la salfdé en forma de impulso del multl
vibrador monoestable 168 sea recibida en la entrada de reposi

3§i6n, con lo cual la salida del flip-flop toma un nivel bajo.

La salida del amplificador 150 estd conectada con
uﬂé,entrada del amplificador diferencial 180. La otra entrada
delrémplificador 180 est& conectada con un nivel de tensién
de referencia V1, siendo dicho nivel de tensién representativo
de la masa del objeto de feferencia cuando el sistema estd sug
tancialmente en condiciones estables. El amplificador 180 com
bara las dos sefiales de tensifn aplicadas a las entradas y
proporciona a su salida una sefal de erfor representativa de

las diferencias entre sus dos entradas. La salida del amplifi



1 cador 180 estd conectada con la entrada del circuito de conmu
taqién 178, el cual, a su vez, tiene su salida conectada con
la %ed 182 de constante de tiempo del integradoxr. La constante
de %iempo del integrador estd controlada por la resistencia

- 5 cenéral 183 salvo durante la estabilizacidn inicial del siste

ma (o adquisicidn) cuando los diédos 186A y 186B est&n:activi

’% dos, dando iugar a una reduccibn de la constante de tiempo del

j integrador. El1 circgito de conmutacién 178 proporcicna un cir

cuito cexrrado entre‘la salida ‘del amplificador 180 y la red

10 182 cuando la salida de la puerta AND 172 tiene un nivel alto.

' Sin émbargo, cuando lé salida_dg la puerta AND 172 tiene un ni
vel‘bajp, el circuito de conmutacidén 178 estd en circuito abier
to eﬂtre el amplificador 180 y la red 182. La salida de la red
182 ésté conectada con la entiada de un integrador 184-y sirve

15 para acelerar-el proceso de integracién cuando la senal de

error proporcionada por el amplificador 180 es relativamente
importante. EL integradqf 184 actfia para promediar esencialmen

i ' te las seflales de error proporcionadas por el amplificador 180

’ .para cada medicidn de objeto ae referencia con el fin de ex

'71 20 'gluir esencialmente de la senal de error las fluctuacionés

{ 5£;ansitorias de alta frecuencia que contienen muy poca energia

P ' d; sefial. La salida del integrador 184 se aplica al converti

dgr.de alta tensidn de corriente continua a corriente continua

188. La salida del convertidor 188 se aplica preferentemente

25 al &dnodo del detector 20 para controlar la ganancia del detec

- tor 20.

vt ARG R A oy Smiet meaeden by

- El circuito 106A incluye también preferentemente un

f
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monitor 190 de calibracidn que proporciona una indicacidén al
. © operario cuando el circuito 106A no estd estabilizando la ga

T 30 nandia del sistema. En particular, la salida del amplificador
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155 estd conectada con una entrada de cada uno de los compara
doﬁes 192 y 194. Las entradas de referencia de los comparado
res?lQZ y 194 se ajustan de tal, manera gque difieran en la can
tid%d total de deriva aceptable. De este modo la entrada de
referencia més baja del comparador 192 es el nivel aceptable
mfnimo de la salida de sefial del amplificador 150 cuando se mi
de la masa del objeto de referencia, mientras que la entrada
de referencia superior del comparador 124 es el limiféjsupg
rior de la salida del amplificador 150 cuando se mide la masa
del objeto de referencia. Por ejemplo, si solamente interesan
los errores importante, por ejemplo un error del ordén>ée 3%,
se alejan los niveles de tensibn de referencia de las eﬂtradas
de 1los comparadores 192 y 194 -para permitir una deriva de has
ta 3% en la ganancia‘del sistema. Las salidas de los compara
dores 192 y 194 estdn conectadas con dos entradas respectivas
de una puerta AND 196, estando la salida de esta filtima conec
tada con una entrada de una puerta AND 198. La salida de la
puerta AND 198 estd conectada con la entrada de borrado de re
gistro de desplazamiento 200‘1La otra entrada de la puerta AND

~-198 estd conectada para recibir la salida de la puerta AND

3}202. Esta (ltima est& conectada con una tensidn positiva en

una de sus entradas de tal manera que &sta sea siempre de ni
vgl_alto mientras que la otra entrada estd conectada con la
salida de la puerta AND 172. La salida de la puerta AND 202 es
t4 conectada también con el terminal de entrada del registro de
desplazamiento 200, mienfrés que la salida del registro de des
plazamiento estd conectada con un dispositivo de sefializacidn
y de supervisién adecuado, tal como una alarma luminoso o sono
ra. Los registros de desplazamiento son bien cohocidos en la

técnica y generalmente el registro 200 proporciona una tensién
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1 d; salida nula mientras el registro no estd lleno. El registro
inqluye un nfimero predetefminado de biﬁios de almacenamiento
y c%da vez gue se recibe un impulso a la entrada del registro,
est% iltimo desplaza los -impulsos un bitio ha'ia el siguiente
5 'bitfo adyacente hasta que el registro esté lleno. Cuando esté
7 lléno, la salida del registro préporciona una sefial al opera
rio. Sin embargo, se borran todos los bitios del registro cuan
do una sefial 18gica de nivel alto es proporcionada por la saii
da de la puerta ANDfl98 a la entrada de borrado de registro.
10 A titulo de ejemplo, si el sistema estd disefado para permitir
una aeriva del 3% de la_éanancia del sistema y si el registro
de dgsplazamiento puede tener una capacidad de 3 bitios, se
obtiéne una sefial de fuera de calibracién cuando se han reali
zadoftres mediciones sucesiva; en las cuales el error es supe
15 rior al 3%. Sin embargo, para errores mis importantes puede
ser conveniente reducir la capacidad del registro de desplaza
miento (hasta ﬁno o dos b‘itios) mientras que para errores mas
pequefios puede ser conveniente aumentar la capacidad del regis
tro de desplazamiento. :
20 \ Durante el funcionamiento, cada muestra del producto
?@\es transportada hasta el punto de inspeccidn 10 donde in
terrumpe el haz luminoso 96 haciendo que el detector de luz 94
s;ﬁgnistre una sefial de salida. Se observard que cada muestra
no iﬁterrumpe el haz 116.y que no se proporciona seiial por el
25 detector de luz de objeté de referencia 114, ya que el haz es
t& situado en un plano diferente de la muestra. La seifial de
salida -del detector 94 se aplica al circuito disparador 146,
B el cual, a su vez, aplica una sefal de impulsos al transforma
dor de impulsos 16 que hace que la fuente 14 se energice duran

30 te un corto tiempo. Por tanto, el haz 28 es generado durante
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un\corto tiempo para iluminar la muestra, y la rédiacién trang
miﬁida es detectada por el detector 20. La sefial de salida es
con@ucida al inteérador 148 donde se integra y a continuacidn
es %mplificada'adecuadamente por el amplificador 150. Como se
entenderi més claramente leyendo lo que sigue, cuando se ins
pecdiona una muestra de producto y no el objeto de reférencia

110, la sefial de salida de la;puerta AND 172 toma un nivel ba

jo y, por tanto, (1) el circuito de conmutacién 152 se cierra;
! .

(2) el circuito de conmutacién 178 se abre y (3) la puerta AND
172 no proporciona un impulso al registro de desplazamiento
200.;Por consiguiente, se aplica la salida del amplifiéédor
150 solamente a los primero y segundo comparadores 154 y 160.
Se efectﬁan comparaciones para determinar si la seﬁal'aplicada
a log comparadores es inferior a la seflal de referencia més
baja aplicada por la fuente 156, superior a la sefial de refe
rencia mids alta aplicada por ia fuente 162, o incluido entre
estas dos seflales en un ﬁivel aceptable. En caso de rechazo,
la seflal apropiada es.generada y aplicada a uno de los disposi
tivos de retardo correspondientes 158 6 164 y a continuacidn

se utiliza para energizar los solenoides respectivos 1023 o

¥102B. Cuando se energiza un solenoide, su eje se sitfa en el

trayecto de la palanca particular 88 de la vdlvula 86 y, por
t;hto, el carrusel gira en una posicién en la cual se abre la
valvula permitiendo la entrada del aire'a través del orificio
91 para liberar la muestra en el conducto adecuado 104A o 104B.
Si la muestra es aceptablé no se energiza ninglin solenoide y
la palanca pivota alrededor del eje 103, liberando la muestra
en el conducto adecuado 104C.

Cuando el circuito disparador 146 proporciona un im

pulso, este @Gltimo se aplica a una entrada.de la puerta OR 170
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Y % la entrada del multivibrador monocestable 168. La salida
deieste iltimo se aplica también a la puerta OR 170. La sali
da he la puerta OR 170 permanece con un nivel elevado mientras
‘se %uministra uno o dos impulsos a la entrada de la puerta.
‘E1 Aivel de salida elevado de la puerta OR 170 mantiene abler
to el circuito de conmutacidn 176 durante este perfédd'de
tiempo. Al final de la duracién de ambos impulsos, después de
que una seflal de medicidén obtenida a la salida aelaémplificg

;
dor 150 ha sido aplicada a los comparadores 154 y 160, la sali
da de la puerta 170 toma un nivel bajo, y el circuito Ge con
mutaéién se cierra poniehdo en contacto la salida dél integr§
dor‘148_con la masa. Esto borra el integrador que quedé pre
paraao para la siguiente senal.

La muestra 8 no intérrumpe el haz de 'luz 116 y, por
tanto, el detector 114 no suministra una sefial a la entrada
de activacién del flip-flop RS 174. En estas condicilones, la
salida del flip~flop RS éermane;e con un nivel bajo. La sali
da de la puerta AND 172 permanece con nivel bajo cualquiera
que sea el impulso proporcioﬁado por la salida del multivibra
.gor monoestable 168 y que se aplica a la otra entrada de la

Eﬁperta AND. Ya que la salida de la puerta AND 172 permanece
c;n nivel bajo, el circuito de conmutacidn 178 permanece abier
té'y, por tanto, se desactiva el circuito de éstabilizacién.
De la misma maneré, la puerta AND 202 permanece desactivada y
por tanto el registro de desplazamiento 200 no cuentanun im
pulso. ’

Sin embargo, cuando el objeto de referencia 110 ha
sido transportado al punto de inspeccifn 10, se interrumpen

ambos haces 96 y 116 y, por tanto, ambos detectores 94 y 114

proporcionan sefiales de salida. De la misma manera que ha sido
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desc¥ito anteriormente, la salida del detector 94 se aplica al_
cigcuito disparador 146. La salida de este Gltimo proporciona
uné\seﬁal de impulsos al transformador de impulsos 16 dando
lugér a la energizacibén de la fuente 14 que genera el haz 28.
De é;te modo, el objeto de referencia 110 estéd sometddo a la
radiacidn en el punto 10 y larraaiacién procedente'déllobjeto
es recibida por el detector 20, produciendo una sefial de sali
da que se aplica al integrador 148. A continuacién; sé;aplica
la salida del integrador al amplificador 150.

'La salida del detector de luz 114 proporciona un im
puls§ a la entrada de acfivacién del flip-flop RS 174,'y por
tanto la salida de este Gltimo toma un nivel alto. Durante es

te périodo, cuando tanto la salida en forma de impulspé del

monoestable 168 como la salida del flip=£flop RS tiene un nivel

.alto, la salida de la puerta AND 172 presenta un nivel alto.

La salida de nivel alto de la puerta 172 se aplica (1) al cir
cuito de conmutacién 152 y, por tanto, la salida del amplifi
cador 150 no se aplica a las entradas de los primero y segun
do comparadores 154 y 160, (f) al circuito de conmutacidn 178

y por tanto este Gltimo se cierra, y (3) a la entrada de la

3§$erta AND 202 del monitor 190.

La salida del amplificadorulso se compara con la en
tgéda de referencia del amplificador diferencial 180. Si exis
te uha diferencia, el amplificador 180 suministra una salida
proporcional a la diferencia. La salida del amplificador 180
se aplica a través del cifcuito de conmutacibn cerrado 178 y
a través de la red 182, a la entrada del integrador 184. El
integrador 184 integra la seﬁai de error y esta filtima es
transmitida al convertidor de alta tensifn 188, donde es ampli

ficada y a continuacién es aplicada al detector 20 con el fin
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de controlar la ganancia del sistema. Simulténeamente con este
reglaje de la ganancia del sisfema, la salida del amplificador
150 se aplica a las entradas d% los comparadores 192 y 194 del
monitor 190. Si la senal aplicada a los comparadores estd in
ciuida dentro del margen de error permisible establecido por
las senales de referencia, ambas'saligas de ‘los comparadores
192 y 194 presentan un nivel alto y la puerta AND 196 es acti
vada. La salida de la puerta 196 tendrd por tanto un nivel al
to y aplicard una sefial de nivel alto a la entrada de la puer
ta AND 198. De manera sustancialmente simulténea, la salida de
la pgerta 172 activa la puerta 202. La salida de esta dltima
es esencialmente un impulso cuya duracidn es igual aproximadg
ménée a la duracién\ﬁel impulso proporcionado por el nonoesta
ble 168. El impulso proporcioﬁado por la salida de la puerta
202 se aplica a la entrada del registro de desplazamiento 200
donde gueda registrado. Se aplica también a la puerta 198 pa
ra cgpacitar esta Gltima. Cuando la salida de la puerta 196
tiéne un nivel alto que indica que la salida del amplificador
150 est4 dentro de la deriva permisible ajustada por las en
tradas de referencia aplicadas a los comparadores, ambas entra
Egas aplicadas a.las puertas 198 toman un nivel alto, y se apli
ca el impulso de salida a la entrada de borrado del registro
iOO, borrando este filtimo, lo que anula el impulsc aplicado a
paréir de la salida de la puerta 202 a la entrada del registro.
Sin embargo, éi la sefial aplicada a partir de la sa
lida del amplificador 150 ‘a la entrada de los comparadores
192 y 194 estd fuera de los limites de referencia, una de las
salidas de los compargdores tendr8 un nivel bajo y, por tanto
no se capacitaré la puerta Aﬁb 196; En este caso, la salida de

la puerta AND 196 permanece con nivel bajo de modo que la sali
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1 da\de la puerta AND 198 permanece también con un nivel bajo.

!

de desplazamiento 200. La salida en forma de impulso de la

Por, tanto, no se aplica ningfin impulso de borrado al registro

pue%ta AND 202 es desplazada de este modo en el registro 200.
5 Se abservaré fécilmente que si, por ejemplo, el registro 200
| es un registro de tres bitios, y.si se han obtenido a la sali
dal del amplificador 150 tres sefales sucesivas de nivel supe

rior o inferior a l?s limites permisibles ajustadoslpbf las en
tradas de referencia aplicadas a los comparadores 192 y 194,
10 el registro de desplazamiento rebosari proporcionandovtna se
flal de supervisibén al operario para indicar que 1aSrdéiivas de
gan;ncia del sistema no estén adecuadamente compensaldas.
f Finalmente, como en la medicién de las muestras de
prodﬁcto, la salida de la puerta OR 170 tomar&d un nivel alto
15 durante la existencia de las salidas en forma de impulso del
circuito disparador 146 y del monoestable 168, con lo cual el
circuito de conmutacidn i76 se abrird perhitiendo la aplica
cibn de la sefial a la entrada del comparador 180 y a las entra
das de los comparadores 192 y 194. Al final de la duracibn de
20 los impulsos, la salida de la puerta OR 170 toma un nivel bajo
Fy\el circuito de conmutacién 176 se cierra conectando con masa
la salida del integrador 148. ALl final de la salida en forma
dé’impulsos del monoestable 168, el flip-flop RS 174 vuelve a
su posicién inicial y por tanto la salida de este Gltimo toma
25 un nivel bajo, desactivando la puerta AND 172 y abriendo el
circuito de conmutacidn 175. Esto ocurre después de que se ha
aplicado al integrador 184 la salida del comparador 180.
Haciendo referencia a la figura 7, se ve en ella un

sistema de control 100B que puede ser utilizado con un detector

30 del sistema de tipo de fuente de baja actividad de la figura 3.
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El detector 20A proporciona una salida en forma de una serie
de impulsos digitales, siendo la amplitud de cada impulso fun
cifén del isbtopo particular que, se emplea para la fuente 1l4A
y siendo la frecuencia de repeticidn de los impulsos propor
cional a la masa de la muestra o del objeto particular que se
somete a la inpseccidn. De maneré general, el sisfemaulooB es
té diseflado para medir la frecuencia de repeticién de los im
pulsos y, por tanto, para dar una indicacifn de la masaoo de
la miestra del objeto particular que se someta a la inspeccibn
y utiliza una técnica de discriminacién de amplitud de impul.
sos relativamente insensible a los efectos de las derivas de
los componentes en funcién del tiempo, de la temperatura y de
la'tensién. Ademis, una estabilizacibn suplementariz puade ob
tenerse por medio del disposiﬁivo 106B que sifVa para modifi
car la ganancia del sistema.

Mas particularmente, la fuente de radiaci6n 14A se

representa como suministrando de manera continua el haz de

energia reducida 28A, de tal manera que cuando una muestra 8
del objeto 110 se somete a la!accién del haz, se obtiene una

radiacifén dispersa que se aplica al detector de radiacidn 20A.

Xfa salida del detector 20A se aplica a las entradas de ambos

discriminadores de nivel més‘bajo y de nivel m&s alto 220 y
2£§( respectivamente, los cuales estén, a su vez, conectados
ca&azuno con la puerta dg ventana 224. De manera general, los
discriminadores determinén la gama de amplitudes de los impul
sos de las salidas del detéctor 20A que atravesarin la puerta
de ventana 224 para llegar a la puerta de tiempo 226. M&s par

ticularmente, el discriminador mis bajo 220 se ajusta de modo

~que deje pasar hasta la puerta de ventana 224 solamente ague

llaos impulsos cuya amplitud rebasa un nivel predeterminado y
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por tanto ayuda a reducir el ruido del sistema rechazando
aqueflos impulsos cuyas amplitﬁdes son inferiores al nivel
mini oj El discriminador més a%ﬁo 222 se ajusta para que de
je pasar hasta la puerta de ventana 224 solamente aquellos. im
pulsos:cuyas amplitudes son inferioes a un nivel méximo pmde
terminado y, por tanto, rechaza los impulsos que representan
una r?diacién de energia mds elevada (con relacidén a la ener
gfa difundida por. una muestra 8 u objeto 110) que podria ser
recibida por el'detector 20A, recibiéndose esta energfa acci
dentalmente a pgrtir de la fuente 14A. Cuando la amplitud de
un impulso estd incluida dentro de los limites predetermina
dos ajustados por estos discriminadores 220 y 222, la puerta
de Qentana 224) es capacitada para transmitir el impulsc a la
puerta de tiempo 226. Esta Gltima estd disefiada para permane
cer cerrada durante un perfodo de tiempo predeterminado duran
te el cual la salida de la puerta de ventana 224 esté conecta
da con la entrada del contador digital de impulsos 230. El pe
riodo de tiempo durante el cual la puerta de tiempo 226 estd
cerrada depende Ae la duracién de la sehal de tiempo de capa
citacién recibida por la puerta de tiempo a partir de la sali
ﬁ?a del temporizador 228. El temporizador 228 es iniciado por
Gna sefial recibida a partir de la salida de un detector de luz
94, activédndose este Gltimo cuando el haz de luz 96 generado
por.la fuente de luz 92 es interrumpido.

Durante el per&odo de tiempo en el cual la puerta
de tiempo 226 esti cerrada, se hace el recuento de los impul
sos transmitidos a través de ella en el contador 230. La sali
da del contador 230 es una senal representativa de la cuenta

del contador y es transferida a la memoria 323 cuando recibe

un impulso en su entrada de transferencia nmientras que se borra
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cuando recibe un impulso en su entrada de borrado. Con el fin
de oBtener el impulso de transferencia, el final de cada se

1
fial Ftransicién hacia valores ngpgativos) procedente del tempo

rizaﬁoé 228 dispara el monoestable 234, el cual, a su vez,
proporciona el impulso de transferencia al contador 230 (des
pués de que se ha abierto 1a.pue£ta de tiempo) al final de la
medicién de masa. El final del impulso proporcionado por el
monoestable 234 dispara el monoestable 236, el cual; & -su vez,
proporciona la sefial de borrado al contador 230 después de que
la transferencip ha sido realizada a la memoria 232.

Cuan E se estd efectuando la inspeccifén de una mues
tra 8, la salida de la memoria 232 se aplica a través del in
terguptor 238 ? ambos, primero y segundo comparadores, 154 y
160 donde se mide la seﬁai pafa determinar si su nivel éiene
un valor inferior, intermedio, o superior a los limites deter
minados por las fuente; de referencia més alta y més baja 156
y 162 y, si la seflal estd fuera de:los limites ajustados, para
energizar a continuacién el solenoide édecuado, de la manera

descrita mfs arriba. El interiuptor 238 es similar al interrup

tor 152 de la figura 8 y, por tanto, se abre solamente cuando

;?e-est& efectuando la inspeccibn del objeto de referencia 110

\
y el sistema se ha estabilizado. Por tanto, la medicibn della

m55q del objeto 110 no tendré ninglin efecto sobre el sigtema
de clasificacibn que incluye los primero y segunde comparado
res 154 y 160. A‘

o La salida de la memoria 232 estd conectada con el
dispositivo 106B de estabilizacién de la ganancia del sistema.
M&s particularmente, la salida de. la memoria 232 estd conec

tada con el restador 240. Este (ltimo es esencialmente un com

parador que compara la cuenta digital facilitada por la salida
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1 de\la memoria 232 y la cuenta de referencia de estabilizacifn

aj&stada por el operario en la-fuente de referencia 242. El
reﬁﬁador es activo solamente cuando ha sido capacitado por una
seﬁ;l de salida précedente del detector de luz 114 del objeto
5 de Qeferencia que se obtiene cuando se interrumpe el haz 116.
cuando estd capacitado, si existe una diferencia entre la sali
da de la memoria 232 y la fuente 242, se aplica una seflal de
diferencia al integrador digital 244. Este filtimo integra las
seflales de error en'funcién del tiempo para facilitar una se
10 flal de correccidén al temporizador 228 para ajustar la sefial
de tiempo suministrada por el temporizador de tal manera que
la duragién de la capacitacién de la puerta de tiempo 226 sea
ala??ada o acortada de manera correspondiente. La sefal de
corréccién reduce asi el error entre la salida digital de la
15 memoria 232 y la cuenta de referencia de estabilizacidn cada
vez que se mide la masa del okjeto de referencia 110.
Durante el funcionamiento, cada muestra de producto
8 es transportada hasta el punto de inspeccifén 10 donde in
terrumpe el haz de luz 96 haciendo que el detector de luz 94
20 suministre una sefial de salida. Se observard también en este
ﬁpgso que cada muestra no interrumpe el haz luminoso 116 ya que
e;te Gltimo estd situado en un plano diferente respecto a la
mﬁestra vy, por tanto, ninguna sefial es proporcionada por el
detector de luz 114 de objeto de referencia. Al mismo tiempo,
25 la muestra esté sometida a la accidn del haz de radiaciones
282 de tal manera que la muestra suministre una radiacién di
fundida al detector de radiacidn 20A. La seflal de salida del
detector 20A es una serie de impulsos que se aplican cada uno.

a los discriminadores de nivel inferior y de nivel superior

30 220 y 222. Aquellos impulsos cuyas amplitudes caen dentro de
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1 lé% limites predeterminados ajustados por los discriminadores
se;én transmitidos a la puerta de tiempo 226. Ya que la salida
delidetector de luz 94 energizag el temporizador 228, la puer
ta %e tiempo 226 se abre durante el periodo de tiempo prede

5 terﬂinado que ha sido.ajustado por la sehal de tiempo propor
cionéda por el temporizador 228.-Durante este perfiodo de tiem
po, los impulsos suministrados por la puerta ‘de ventana 224
se cuentan en el contador 230. Al final de un periodo de re
cuento, cuando la séﬁal de tiempo del temporizador 228 se ter

10 mina y la puerta de tiempo 226 se cierra, el multivibrador -
monoéstable 224 se energiza aplicando un impulso dé‘éxansfereg
cia\gl contador 230 para transferir la cuenta a la memoria 232.
Un iﬁpulso siguiente proporciohado por el monoestable 236 va
cila él contador 230. Ya que ei detector de luz ‘114 dz objeto

15 de referencia ﬁo ha sido energizado, el interruptor 228 perma
nece cerrado mientras que el restador 240 del circuifo de es
Eabilizacién 106B permanéce desactivado. La salida de sehnal
de ia memoria 232, representativa de la cuenta procedente del
.contador 230 se aplica a los brimero y segundo comparadores

20 'i54 y 160 y a continuacibn se efectfa, como se ha descrito més

ﬁé\riba, la clasificacibén de las muestras de acuerdo con su ma
sg medida.
‘ Sin embargo, cuando el objeto de referencia 110 es
-transportado al punto de inspeccién 10, ambos haces 96 y 116

25 son interrumpidos vy, por.tanto, ambos detectores 94 y 114 pro
porcionan sefiales de salidé. De la misma manera que ha sido
descrita anteriormente, la salida del detector 94 se aplica al

B temporizador 228 el cual, a su vez, aplica una sefial de tiempo

a la puerta de tiempo 226 de tal manera que esta fltima se

30 cierre durante un periodo de tiempo predeterminado. Durante
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este tiempo, las series de impulsos proporcionadas por el de
tector de radiacidén 20A que eséén dentro de los limites fija
dos por los discriminadores de jnivel inferior y de nivel supe
rior, se aplican a la puerta de ventana 224. Al final del
tiempo de medicién, cuando la sefial de tiempo proporcionada
por el temporizador 228 finaliza; la puerta de tiempo 226 se
abre y el monoestable 234 es activado y aplica'un impulso de
transferencia al contador 230. La cuenta es transferida a con
tinuaci6n a la memoria 232 y el monoestable 236 se ehérgiza
para vaciar a continuacién el contador 230.

Ya que el detector de luz 114 de objeto ae réfereg
cia ha sido energizado, el interruptor 238 estd abierto y la
sélida de la memoria 232 no se aplicaré a los primero y segun
do comparadores 154 y 160. Sin embargo, la salida dael detector
114 capacitari el restador 240 y, por tanto, la salidé de la
memoria 232 puede ser comparada con la cuenta de referencia
de estabilizacién de la fuente 242. Cualquier error entre las
dos sefiales que indica una deriva de sefial es integrado por
el integrador digital 244 y aplicado a continuacién al tempo
rizador 228. Se ajustard, de manera correspondiente, la dura

gbién del tiempo durante el cual la seilal de tiempo es propor

cionada por el temporizador 228.

\ como lo entenderdn fdcilmente los expertos en la ma
teria despuds de leer la descripcidn que antecede, la presente
invencién permite medir rédpidamente y con precisién la masa

de varios productos, al mismo tiempo que permite standardizar
periddicamente la sefial de salida del sistema. Ademés mediante
la integracién de las senales de error procedentes de la deri

va de las sefiales, se anulan cualesquiera fluctuaciones esta

. disticas de la sefial. Ademis, se corrige el decaimiento de la
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’\
f&snte de radiacién en particular de las fuentes de radiacio

i
nes gamma durante largos periodos de tiempo.

1

i Otras ventajas y posibles modificaciones de la in
ven%ién pueden realizarse sin alejarse de su marco. Por ejem
ploi se ha descrito la invencidn como siendo una técnica en
la cual el objeéo de referencia 110 est& situado en el carru
éel 72 en lugar de una muestra de producto 8. En variante, ca
da ranura 74 puede gotarsé de una muestra de producto 8 y el
objeto de referencia 110 puedé situarse entre dos muestras
contiguas, siempre y cuando se proporcione un tiempo de medi
cién suficiente entre las mediciones de las muestrés'y del ob
jeto de referencia. Otra va :iante consiste en situar el obje
to dé referencia 110 en el ladb de la muestra 8 opuesto a la
fuen%e de radiacibn 20 cuando!la muestra estd situada en el
punto de inspeccidén 10. Cuando se somete una muestra de produc
to a la accidn del haz 28, sustancialmente la totaliaad de la

radiacién difundida que es recibida por el detector procederd

de la muestra. Sin embargo, si no se ha previsto una muestra

: de producto en el punto de iﬁspecciSn 10, y si se desea obte
'per la sefial de estabilizacidén, el haz 28 penetra en el obije

;éq: de referencia y sustancialmente la totalidad de la radia

\
cibén difundida que es recibida por el detector procederd del

oﬁjeto de referencia. Finalmente, el sistema de la figura 8
ha sido descrito en su fprma preferida, en la cual se estabi
liza la ganancia del sistema mediante el reglaje de la tensidn
de alimentacibn aplicada al detector 20, ya que esta técnica
proporciona una variacién bastante importante de la gama dind
mica. De la misma manera, en el sistema de la figura 7, se efec
t@a el reglaje de la ganahcia del sistema ajustando el tiempo

durante el cual esti cerrada la puerta de tiempo. Se observard
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1 qﬁe la sefial de correccidn que se utiliza para estabilizar
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lalseﬁal de salida del sistema puede obtenerse de otras ma-
neras por ejemplo utilizando la salida del convertidor 188
de ?g figura 6 pafa.ajustar el factor de amplificacidn del
ampiificador 150, o empleando la salida de tiempo del tem-
porizador 288 de la figura 7 paia controlar la abertura de
un 6bturador con el fin de controlar el tiempo durante el
cual la muestra de’producto 0 el objeto de referencia esta
scmetido a la accién del haz 28A, o

Ya que ciertos cambios pueden realizarse en el apa-
ratory en el método descrito mis arriba, sin alejarée del
alcance de la invencidén que se describe aqui, se entiende
que %oda.la materia contenida en la descripcidn que antecede
o-quE se ilustra en los dibujos adjuntos, deberd ser inter-

prefada a titulo ilustrativo y sin carédcter limitativo.

En resumen, la presente patente de invencidn que se
solicita deberd recex en las siguientes:

!
i

\ ' REIVINDICACIONES

‘l.- Mejoras introducidas en un método y un aparato
p;ra inspeccionar muestras de producto con el fin de deter-
minar si cada una de dichas muestras tiene una catidad medi-
da de una propiedad fisica incluida dentro de limites pre-
determinados, incluyendo dicho aparato un dispositivo para
transportar dichas muestra a lo largo de un trayecto prede-
terminado a través de un puesto de inspeccidn; un dispositi-
vo de irradiacidén situado en un punto adyacente a dicho pues-

to de inspeccidn situado en un punto adyacente a dicho pues-
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to de inspeccidn para dirigir un haz de radiacidn pene-
trante transversalmente respeéto»a dicho trayecto de tal
manera que cada una de dichas jguestras esté sometida a

dicho haz, un dispositivo detector adaptado para recibir

1a radiacidén difundida por cada muestra irradiada por di-
cho haz, un dispositivo que resbonde a dicho dispositivo
detector generando una sefal eléctrica representativa de la
cantidad de radiacién recibida por dicho dispositivo detec-
tor de acuerdo con una ganancia de sedal predeterminada;

y un dispositivo para determinar la cantidad de dicha pro-
piedad fisica de cada muestra irradiada por.dichd hez en fun
cién de dicha senal eléctrica estando el aparato caracterizado

por la mejora que consiste en que incluye:

un dispositivo para exponer periédicémente por lo
menos una parte de un objeto de referencia qﬁe tiene una can
tida#d predeterminada de dicha propiedad fisica a la accibn de
- dicho haz de radiacifn penetrante de modo que dicho detector
reciba la radiacign procedente de dicho objeto de referencia,
siendo generada por dicho dispositivo que responde a dicho
dispositivo detector una sefial de estabilizacifn representati
3?va de la cantidad de radiacién recibida por dicho detector a
partir de dicho objeto;
un dispositivo para proporcionar una sefial de refe
rencia predeterminada; . ‘
un dispositivo de comparacidén para comparar dicha
' sefial de estabilizacidén con dicha sefial de referencia;
un dispositivo que responde a dicho dispositivo de
comparacién generando una sefal de diferencia representativa
de la diferencia entre dichas sehales dé estabilizacidn y de

referencia; y
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un dispositivo para ajustar dicha ganancia de la se¢

fial en respuesta a dicha sefial de diferencia.
- 2. Mejoras seglin la reivindicacidn 1, caracteriza
des porque dicho dispositivo para transportar dichos productos
¢
incluye un dispositivo para transportar dicho opjeto de refe
rencia a través de dicho puesto de inspeccién.

3. Mejoras segln la reivindicacién 2, caracteriza
d$ porque dicho objeto de referencia es transportado peribdi
camente a través de dicho puesto de inspeccidn entre dos de
dichas muestras.

4. Mejoras segfin la reivindicacidn l,'caracterizg
deg ademds porgue incluye un dispositivo para integrar dicha;!r’
sefial de diferencia con el objeto de proporcionar una sefial
integrada, respondiendo dicho dispositivo de reglaje de la ga -
nancia del sistema a dicha sefial integrada.

5. Mejoras seglin la reivindicacién 1, caracteriza -
des porque dicho dispositivo detector ésté situado de modo que
reciba la radiacién difundida a partir de cada una de dichas
muestras o a part%r de dicho objeto de referencia al ser irra
diado por dicho haz y porque dichas sefiales eléctricas y de
estabilizaci6n son representativas de la masa de la parte de
dicha muestra y de dicho objeto de referencia, respectivamen
te, a paélir de la cual la radiacién difundida es recibida por
dicho di5po§itivo detector.

6. Mejoras-seglin la reivindicacién 1, caracteriza
d® ademds porque incluye un dispositivo para determinar la can
tidad de dicha propiedad fisica de cada una de dichas muestras.

7. Aparato segin la reivindicacién 6, caracteriza
do porque dicho dispositivo para determinar la cantidad de di
cha propiedad fisica de cada una de dichas muestras incluye un
dispositivo para determinar si dicha cantidad est§ incluida

en una gama predeterminada. .
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"Pledad fisica estd incluida dentro de dicha gama predetermina
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8. Mejoras segln la reivindicacidn 7, caracteriza

1
1

dasadémés porque incluye un dispositivo de clasificacifn para
»\
clasif&car dichas muestras cuya cantidad medida de dicha pro

da, sep%xéndola de aquellas muestras cuya cantidad medida dg
dicha pfopiedad fisica est4 fuera de dicha gama predeterminada.
' 9. Mejoras segtln la rgivindicacién 7, caracteriza
&5 porque dicho dispositivo para determinar la cantidad de ai
cha propiedad fisica es activo solamenﬁe cuando una muestr;
estd situada en dicho péesto de imspeccibn y dicho dispositi
ﬁo de comparacidn eé activo solamente cuando dicho objeto de

referencia estd situado en dicho puesto de inspeccién.

10.  Mejorassegln la reivindicacién 9, caracteriza

dasademés'porque incluye un dispositivo detector para generar

§

una seguﬁda seflal eléctrica solamehte cuando bien dicho obje ;
to de referencia estd en dicho puesto de inspeccidn, o biea l
cada muestra de producto estd en dicho puesto de inspeccidn,
Y un dispositivo de conmutacidn que responde a dicha segunda

sefial eléctrica para dirigir de manera mutuamente exclusiva

(1) dicha primera sefial eléctrica representativa de la canti
dad ds radiacién recibida por dicho dispositivo detector hacia
dicholdispositivo de determinacifn de la cantidad de dicha pro
piedéd\fisica cuando cada muestra de producto estd irradiada
por dicho haz penmktrante y (2) para dirigir dicha sefial de es
tabilizacidn hacia dicho dispositivo de comparacién cuando di
cho objeto de referencia estd irradiado por dicho haz penetran
te. e
11. Mejoras segﬁh la reivihdicaciéﬂ 1, caracteriza

das porque dichas seflales el&ctricas y de estabilizacién son

seflales digitales.

12. Mejéfas seglin la reivindicacién 11, caracteriza
d&;porqué dicha seflal eléctrica y dicha sefial de estabiliza

¢idn estin constituidas cada una por una serie de impulsos,
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1 dependiendo la frecuencia de repeticidn de impulsos de cada

\
uné de dichas series de la cantidad de radiacidn recibida por

dicho detector. ‘ P
\ 13. Mejoras segfin la reivindicacién 12, caracteri
‘ £
5 za&% adem&s porque incluye un contador para contar dichos im

pulsos de dicha serie de impulsoé y una puerta de tiempo pa
ra transmitir cada una de dicﬁas sgries de impulsos durante
un periédo de tiemp? predeterminado a partir de dicho disposi
tivo detector, inclﬁyendo dicho dispositivo de regiaje de di
10 cha gaﬂancia de sehal un dispositivo para aplicar dicha sefial
de diferencia'a dicha puérta de tiempd con el fin de ajustar
dicho periodo de tiempo predeterminado de tal manera que se
tran%mita sustancialmente el mismo nGmero de impulsos a tra
vés de dicha puerta de tiempo,'cada vez que el objétc de refe
15 rencia en cuestidn eété sometido a dicho haz. -

14. MeJOras segfin la reivindicacién 12, caracteriza
dss porque inclu&e ademésvun dispositivo de discriminacidén de
amplitud para excluir de dichas series de impulsos aquellos
impulsos cuyas amplitudes se sitfian fuera de un limite prede

20 '\ terminado.
Yoo , 15.:‘Mejoras segln la reivindicacién 1, carécterizg
d® porque dichas sefiales eléctricas y de estabilizacién son

seflales analdgicas.

-

i6. MGJOras-segﬁn la reivindicaci6n 1, caracteriza
25 do ademds porque incluye un dispositivo de supervisién'para
indicar cuéndo dicha ganaﬁcia del sistema no ha sido ajustada

adecuadamente,
17. -MeJOPas seglin la reivindicacién 1, caracteriza
ds ademds porque incluye un dispositivo para aplicar una ten

30 sién de alimentacién a dicho dispositivo detector, incluyendo
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did?o dispositivo de reglaje de dicha ganancia de la sefial
un Qispositivo para ajustar dicho nivel de tensidn de ali-
mentacién.

‘
48.—.Hejoras ségﬁn la reivindicacidn 1, incluyendo di-
- cho ﬁétodo las operaciones que consisten en: transportar
dichas muestras a lo largo de unltrayecto predeterminado
a través de un puesto de inspéccién; dirigir uwn haz de ra-
. diacién penetrante transversalmente respecto a dicho tra-
yecto de manera que,cada una de dichas muestras esté some-
tida a dicho haz, detectar la radiaciéﬁ difundida por cada
muestra irradiada por dicha haz, generar una sefial eléctri-
ca representativa de la cantidad de radiacidn difundida de-
tectada deracuerdo con la génancia de sefial predeterminada,
estanﬁo el método caracterizado por la mejora que coﬁsiste en:
someter peridicamente por lo menos una parte de dn ob-
jeto de referencia que ﬁéﬁe ura cantidad, predetermiriada de
dicha propiedad fisica a la accién de dicho haz de radiacién
penetrante; . o

detectar la radiacidn proéedente de dicho objeto de refe

rgncia sometido a la radiacidn derdicho haz,
3?{ general una sefial de estabilizacidén en respuesta a la
radiacidn detectada procedente de dicho objeto de referencia;
nﬂguministrar una seilal de referencia predeteminada;
comparar dicha sefial de estabilizacién con dicha sefial de
referencia; ‘

‘generar una seial de diferéncia representativé de la di-
ferencia entre dichas sefiales de estabilizacidén y de referen-
cia+ y '

ajustar dicha ganancia de la sefial en respuestas a dicha

_sefigl de diferencia.
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19. Mejoras segin la reivindicacién 18, caracteri-
zadas pprqué dicho objeto de referencia es transportado pe-
riédicamente a través de diche puesto de inspeccidn entre
dos de dichas muestras.

20. Mejoras segin la reivindicacién 18, caracteri-
zadas ademds porque incluye la integracidn de dicha sefial
de diferencia para obtener una sefial integrada y la utili-
zacidn de dicha sefial integrada para ajustar dicha ganan-
cia de la sefial.

21. Mejoras segin la reivindicaecién 18, qaracteri—
zadas.porque la radiacidén detectada a partir de cada una
dé\dichas muestras y de dicho objeto de referencia cuando;
estén irradiados por dicho haz es una radiacibn difgndida
y las sefiales eléctricas y de estabilizaciénfson represen-
tafivas de la masa de la parte de dicha mqestra j de dicho
objeto de referencia, respectivamente, a.partir de la cual
dicha radiacidén difundida ha sido detectada.

22.Mejoras segin la reivindicacidn 18, caracteri-
zadas ademés porque incluye‘la operacidn qué consiste &n

determinar la cantidad de dicha propiedad fisica dé cada una

3--'.7 . . - .
~¥de dichas muestras. -

2%, Mejoras segin la reivindicaciéu 22, caracteri-
zadas porque la determinacidén de la cantidad de dicha propie
dad fisica incluye la operacidén que consiste en determinar

si dicha cantidad estéd incluida dentro de una gama predeter-—

minada.

24. Mejoras segln la reivindicacidén 23, caracteri-

zadas, ademds porque incluye la operacidn que consiste en cla

sificar dichas muestras cuya cantidad medida de dicha pro~

piedad fisica esta incluida dentro de dicha gama predetermi-
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1 nadas, separandolas de aquellas muestras cuya cantidad
medida de dicha propiedad fisica se sitda fuera de di-
cha gama predeterminada. )

25. Mejoras segun la reivipdicacién 8, caracte-
‘rigadas porque dichas-seﬁales eléctricas y de estabili-

5 zacidén estin constituidas cada una por una serie de im-
pulsos, dependiendo la frecuencia de repeticidén de los
impulsoé de cada una de dichas series de la cantidad de
radiacidn detectada.

10 26. Mejoras segin la reivindicacién 25, caracteri-
zadas ademis porgque incluye la operacidén que consiste en
contar dichos impulsos de dichas series dﬁfanté un perio-
d6 he tiempo predeterminado y en modificar el periodo de
tiempo predeterminado en respuesta a dcha sefial de dife-

15 rencia. '

27. Se reivindica por Gltimo y como objeto sobre

el que ha de recaer la Patente de Invencidén que se sdici-

ta por:.MEJORAS INTRODUCIDAS EN UN IMETODO T UN APARATO

PARA INSPECCIONAR MUESTRAS DE PRODUCTOS CON EL FIN DE LE-

20 TERMINAR SI CADA UNA DE DICHAS MUESTRAS TIENE UNA CANTI-

&5DAD MEDIDA DE UNA PROPIEDAD FISICA DENTRO DE LIMITES PRE-

DETERMINADOS. |

t - Todo conforme queda descrito y reiviﬁdicado en la

Presente Memoria descriptiva que consta de cuarenta y sels

piginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

25 ‘ v
Madrid, 27 de~Abril de 1.978
BERNARY T

30
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